Теселько Петро Олексійович. 
Закінчив фізичний факультет Київського університету у 1986 році. Кандидат фізико-математичних наук з 2006 року. Тема кандидатської дисертації "Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів". 
Протягом своєї наукової діяльності займався: дослідженням дислокаційно-домішкових структур у напівпровідникових матеріалах (зокрема в кремнії) і кристалах штучного алмазу; розробкою неруйнівних експресних способів контролю якості напівпровідникових пластин; дослідженням наноструктур та наночастинок методами електронної мікроскопії та рентгенівської дифрактометрії.

До найбільш суттєвих результатів роботи слід віднести: створення напівавтоматичного трикристального рентгенівського дифрактометра; розробка високочутливих методів неруйнівного контролю напружено-деформованого стану в кремнії; виявлення прискорення процесів розпаду твердого розчину кисню в кремнії під дією зовнішніх навантажень; удосконалення рентгенодифрактометричних методик досліджень дефектів кристалічної структури.

Винахід у співавторстві Теселька П.О., захищений патентом України №42618, став переможцем на Всеукраїнському конкурсі “Винахід 2004” в номінації “За досягнення в галузі матеріалознавства”. Цикл наукових праць “Трикристальна рентгенівська дифрактометрія кремнієвих монокристалів з дефектами техногенного походження”, співавтором яких є Теселько П.О., здобув у 2009 році Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Теселько П.О. має близько 50 опублікованих робіт, а також 4 патенти України.  

